P Politechnika Swigetokrzyska

WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI | INFORMATYKI

Zalacznik nr 9

do Zarzadzenia Rektora Nr 35/19
z dnia 12 czerwca 2019 r.

IV. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

Kod przedmiotu z systemu USOS

Nazwa przedmiotu

wych 2

Organizacja i oprogramowanie systeméw pomiaro-

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim

ment Systems

Structure and Programming of Computer Measure-

Obowigzuje od roku akademickiego

2019/20

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Poziom ksztatcenia

Profil studiow

Forma i tryb prowadzenia studiow

Zakres

Jednostka prowadzaca przedmiot

Koordynator przedmiotu

Dr inz. Aleksandra Sikora

Zatwierdzit

Dziekan Wydziatu Elektrotechniki
Automatyki i Informatyki )
Dr hab. inz. Antoni Rézowicz, prof. PSk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow

Status przedmiotu

Jezyk prowadzenia zajec

Usytuowanie modutu w planie studiéw - semestr

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE)

Liczba punktow ECTS

:;?;vrc: dzenia zaje¢ wyktad ¢wiczenia laboratorium projekt Inne
Liczba godzin
w semestrze 15 0 15 30 0




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
WO1 Znajomosc¢ tworzenia oprogramowania w srodowisku ELE1_WO03
Wiedza programistycznym LabView ELE1_WO06
Uo1 Potrafi tworzy¢ elementarne aplikacje w srodowisku La- ELE1_U15
bView ELE1_U17
Umiejetnosci U02 Potrafi zaprojektowac i zbudowac system pomiarowy ELE1_U11
wraz z niezbednym oprogramowaniem ELE1_U17
UO03 | Potrafi udokumentowac swojg prace i jej efekty ELE1_UO03
) K01 Umie wspotpracowac w zespole ELE1_KO4
Kompetencje K02
spoteczne

TRESCI PROGRAMOWE

Forma <
s i Tresci programowe
zajeé

1.Jezyk SCPI
2.Prezentacja srodowiska programistycznego LabView

wykfad 3.Tworzenie prostych aplikacji w LabView
4.Tworzenie aplikacji w LabView — programowanie wizualne
5.Akwizycja danych w LabView
1.Wprowadzenie do srodowiska LabView — analiza przyktadowych programéw

laboratorium 2.Tworzenie aplikacji symulujgcej prosty obwadd elektryczny
3.Akwizycja danych w aplikacji LabWiew — biblioteka NI-DAQmx
4.Wizualizacja danych w aplikacji LabView

Charakterystyka zadan projektowych:

Tematyka obejmuje zaprojektowanie i zbudowanie systemu pomiarowego wraz z
oprogramowaniem o zadanej tematyce w srodowisku LabWindows lub LabView. W
ramach projektu nalezy:
- zaprojektowac strukture systemu,

projekt - dobra¢ elementy systemu,
- dokona¢ podziatu pracy w zespole,
- zbudowa¢ system z dostepnych elementéw,
- zaprojektowac aplikacje sterujgcg systemem,
- przetestowaé program,
- wykona¢ dokumentacje projektu w postaci sprawozdania.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol

Metody sprawdzania efektéw uczenia sie

efektu

Egzamin Egzamin

ustny pisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

WO1

X

uo1

uo2

uo3

KO1







FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

cm;;g:’:?‘ Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

wyktad
laboratorium Uzyskanie co najmniej 50% punktow
projekt Uzyskanie co najmniej 50% punktéw

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
. -~ s Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostka
) o ) ) w C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
15 15 30
3. Inne (konsultacje, egzamin)* 4 2 2 h
4 Razem przy bezposrednim udziale 68 h
" | nauczyciela akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktéora student
5. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,72 ECTS
nauczyciela akademickiego
6. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 57 h
7 Liczba _punktow ECTS, ktora: stu<3|ent 228 ECTS
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy !
8 Naklad pracy zwiazany z zajeciami 45 h
" | o charakterze praktycznym
Liczba punktow ECTS, ktorg student
9. | uzyskuje w ramach zajeé o charakterze 3,31 ECTS
praktycznym
Sumaryczne godzinowe obciazenie praca
10. studenta 125 h
11 Punkty ECTS za modut 5
’ 1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta

* wszelkie formy weryfikacji efektow, w tym egzaminy oraz nie wiecej niz 2 godziny konsultacji dla kazdej formy zaje¢

LITERATURA
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Dokumentacja srodowiska LabWindows/CVI firmy National Instruments.

Uwaga: wykaz literatury winien uwzgledniac aktualne i dostepne publikacje
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